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Sekundarionenmassenspektrometrie (SIMS)
— Statische SIMS (SSIMS) vs. dynamische SIMS -
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Cu (111)-Oberflache 1 ps nach dem
Beschul® mit einem Cu-Atom mit
einer Energie von 5 keV.

(H.M. Urbassek: Molecular-dynamic
simulation of sputtering. Nuclear Instru-

ments and methods in Physics Research,
VOL B 122 (1997), S. 427-441)
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Sekundarionenmassenspektrometrie (SIMS)
— Massenseparation der Sekundarionen —

Quadupol-Sekundarionenmassenspektrometrie

Massenanalysator
m/z /} /)\

lonenquelle _ desorbierendes 0 N) _m

Kation — SIMS

|_| desorbierendes U Detektor
Anion — S|MS
X+ ‘ﬁd bi d
Ne:l?t?aﬁéﬁghgi Sektorfeld-Sekundérionenmassenspektrometrie

— SNMS
Detektor

Primarionenstrahl ¥ StolRwellen




A L Leibniz-Institut
Leibniz fiar Polymerforschung
Gemeinschaft Dresden e.V.

Sektorfeld-Sekundarionenmassenspektrometer
— NanoSIMS 50 (Cameca, Paris, Frankreich) —
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Bor dotiertes Silicium,
Linienweite 0,14 um,
Akquisitionszeit: 16 min (ONERA, France)
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Flugzeit-Sekundarionenmassenspektrie
— Time-of-Flight Seconday lon Mass Spectrometry (ToF-SIMS) —
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Flugzeit-Sekundarionenmassenspektrie
— Time-of-Flight Seconday lon Mass Spectrometry (ToF-SIMS) -
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Flugzeit-Sekundarionenmassenspektrie
— Time-of-Flight Seconday lon Mass Spectrometry (ToF-SIMS) —
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Flugzeit-Sekundarionenmassenspektrie

— Exzellente Massenauflosung — PTFE nach H,-Plasmabehandlung —

unmodifiziert m/z gemessen m,, | berechnet m, | A =|m_-m,|
+
CF3+ C2F3+ C2F5+ CF3 68,9873 68,9952 0,0079
C5H9+ 69,0695 69,0717 0,0022
+ C,F5" 80,9888 80,9952 0,0064
CsHog
CeHg" 81,0645 81,0717 0,0072
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N )
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Nachweis von Additiven in Polymeren
— Keine Chance fiir XPS —
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Nachweis von Additiven, Verunreinigungen, Modifikatoren u.a.
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Fragmentierungsmechanismen
— z2.B. Polymere mit aromatischen Systeme —
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— z2.B. Polymere mit aromatischen Systeme —
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Ein praktisches Beispiel zur Anwendung von ToF-SIMS
— Propfen von Styren und Maleinsaureanhydrid auf Polyolefinen —
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Imaging-ToF-SIMS
— Lateral strukturiertes Poly(y-benzylglutamat) —
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Imaging-ToF-SIMS
— Lateral strukturiertes Poly(y-benzylglutamat) —
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Zusammenfassung Sekundarionenmassenspektrometrie

Molekularspezifische Methode

o Bestimmung der Art, Struktur und Masse der Wiederholeinheiten — Monomertyp,

nicht (semi-) quantitative Oberfldchenanalyse,

Bestimmung der Art der Endgruppen, Bestimmung von Molmassen und Molmassen-
verteilungen oberfladchennaher Makromolekiile,

qualitativer Nachweis von Elementen (auch Spurennachweis bis fmol-Bereich),

Nachweis von Additiven, Verunreinigungen, Modifikatoren u.a.,

qualitativer Nachweis von strukturellen Verédnderungen infolge von Oberflachen-
modifizierungen, -funktionalisierungen und Alterung.



